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Halbleitertechnik II & Halbleitertechnik: Nano CMOS‐Ära (HL II) 
Erstprüfung zur Vorlesung im SS 11 

Dienstag, 06.09., 9:00 – 10:30  
 

Halbleitertechnologie I (HLT I) 
Wiederholungstermin zur Vorlesung im WS 10/11 

Dienstag, 04.10., 9:00 – 10:30 
 

Ausgewählte Kapitel der höheren Physik (AKHP) 
Erstprüfung zur Vorlesung im SS 11 

Mittwoch, 21.09., 10:00 – 11:30 
 

Halbleitertechnik I (HL I) 
Wiederholungstermin zur Vorlesung im WS 10/11 

Donnerstag, 29.09., 8:00 – 9:30 
 

Halbleitertechnologie II: Molekularstrahlepitaxie (HLT II)
Erstprüfung zur Vorlesung im SS 11 

Donnerstag, 29.09., 10:00 – 11:30 
 

Intelligent Sensors & Actors (IS&A) 
Erstprüfung zur Vorlesung im SS 11 

Donnerstag, 29.09., 12:00 – 13:30 
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Zugelassene und verbotene Hilfsmittel für alle oben genannten Prüfungen: 
 

Die  Verwendung  von  Computern  (Notebook,  Sub‐Notebook,  Laptop,  PDA,  Organizer
usw.) sowie von Mobiltelefonen und jeglichen Geräten, die bauartbedingt eine drahtlose
Kommunikation ermöglichen (WLAN, GSM, Bluetooth usw.)  ist während der Prüfung un‐
tersagt. Zuwiderhandlung führt zum Ausschluss von der Prüfung und Bewertung der Prü‐
fungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0). 
 

Alle  übrigens  Hilfsmittel  (Taschenrechner,  auch  programmierbare  Taschenrechner,  Bü‐
cher, Vorlesungsskripte, eigene Aufschriebe usw.) sind zugelassen. 
 

Wir weisen hiermit nochmals ausdrücklich darauf  hin, dass gemäß § 10 (3) der Prüfungs‐
ordnung jeder Täuschungsversuch zu einer Bewertung der Prüfungsleistung „nicht ausrei‐
chend“  (5,0)  führt. Als  Täuschungsversuch wird  unter  anderem  jede  Kontaktaufnahme
zwischen den Prüfungsteilnehmern sowie von Prüfungsteilnehmern zu dritten Personen
außerhalb des Prüfungssaals gewertet. 

     

 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. habil. Jörg Schulze 

 

 
 


